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O objectivo deste trabalho foi investigar os eléctrodos de filme fino de merctrio
revestidos com Nafion para a andlise de catides de metais pesados em amostras
ambientais por voltametria de redissolu¢do anddica de onda quadrada (SWASV).

A modificagdo da superficie de eléctrodos com polimeros para os proteger tornou-se
importante para a utilizagdo em sensores voltamétricos. Esta modificagdo restringe o
acesso de interferentes a superficie do eléctrodo, baseando-se na excluséo por tamanho
e/ou carga. Por exemplo, o Nafion, um polimero perfluorsulfonado de troca catiénica
apresenta a tendéncia de repelir espécies anionicas permitindo a passagem de catifes
para a superficie do eléctrodo [1].

Foi utilizada a técnica de analise por injecg@o em fluxo descontinuo (BIA) [2,3], em
que amostras de <100 pl da solugfio-analito sfio injectadas perpendicularmente a
superficie de um eléctrodo detector imerso em solugéio de electrolito. Os eléctrodos de
filme fino de mercirio (MTFE) foram formados entre o eléctrodo-substrato € o
revestimento, o eléctrodo-substrato sendo de carbono vitreo ou uma rede de
microeléctrodos RAM (“Random Array of Microdisks™). Foram comparados os
resultados obtidos com os dois tipos de eléctrodo.

As curvas de calibragfo para Pb e Cd sfo lineares até 100 nM; os limites de detecgdo
sdo de ~5 nM. Os limites de detecgdo diminuiram por um factor de pelo menos 1,5 com
o uso dos eléctrodos RAM e a sensibilidade como uma fungdo da area do eléctrodo
normalizada foi 36 vezes maior quando comparada com macroeléctrodos. Houve uma
discriminagio muita boa contra surfactantes (detergentes, polielectrélitos e proteinas).

A aplicagfo analitica dos eléctrodos modificados em conjunto com BIA-SWASYV foi
investigada para a determinagdo de tragos de metais em aguas antes e apds digestdo
acida. As amostras de agua apresentavam baixos teores de substincias surfactantes e
presencga de matéria himica.

'Os resultados mostraram claramente as vantagens da técnica BIA-SWASV
utilizando-se um eléctrodo modificado para a andlise de tragcos de metais em aguas
naturais.
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